
Abstrakt zum Vortrag am 16.01.2014:

Metallische Oberflächen – Vom Atom zum Kontakt

Mikrobeam grazing incidence small angle X-ray scattering (μGISAXS) ist eine 
fortgeschrittene, Oberflächen sensitive Messmethode für die Untersuchung von 
Wachstumskinetik bei der Herstellung dünner Schichten. 
Es kann unter Herstellungsbedienungen mit einer hohen zeitlichen Auflösung die genauen 
Abläufe der Schichtaufbringung beobachtet werden.
Was man kennt, kann man Beeinflussen und entdeckt dabei vielleicht etwas Neues.
Was ein weiterer Grund ist, genau hinzuschauen.
Das Verstehen der Wachstumskinetik und der Einfluss der Parameter auf den Prozess der 
Herstellung von Nanoschichten soll dafür sorgen, maßgeschneiderte Schichten herstellen 
zu können.
Zum allerersten Mal wurde eine in situ-Echtzeit-Messung der Wachstumskinetik während 
der Aufbringung durchgeführt. Dies ist ein wichtiger Schritt im Bereich der angewandten 
Nanotechnologie und Medizin. Gleichzeitig deuten die Ergebnisse auf die Möglichkeit hin, 
Ressourcen sparend Dünnschichten herzustellen, bei bleibender Qualität der Schichten.
Die Wachstumskinetik von Goldnanostrukturen, von der Keimbildung bis zur kompletten 
Ausbildung der Goldschicht, wurde beobachtet. Dabei wurden vier Wachstumsphasen, 
und deren Schwellen, in Monolagen-Auflösung, aufgezeigt und die Phasenübergänge 
identifiziert. Die Yoneda-Intensität, als materialspezifische Eigenschaft, ist hierbei von 
Bedeutung.

In dem Vortrag soll ein kurzer Einblick in das Verfahren des mikrobeam grazing incidence 
small angle X-ray scattering (μGISAXS) gegeben werden. Des weiteren soll der Vortrag 
einen Überblick über die Ergebnisse einer in situ-Echtzeit-Messung, einer Simulation der 
Wachstumskinetik und den 4 Wachstumsphasen verschaffen.
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